
 

 

 

 

複合材などのバックグランドが高い極点図処理 
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概要 

 複合材に含まれる微弱な材料の極点測定では、他の成分の影響でバックグランドが高く測定される 

   事があります。バックグランド測定データを用いたバックグランド削除ではｒａｎｄｏｍ成分が異常に 

   多く検出されてしまう。 

   この対策として、ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２ソフトウエアのバックグランド除去で対応するが 

   極点図毎に処理を行っていた。 

   ＯＤＦＰＯｌｅＦｉｇｕｒｅ２（Ｖｅｒ４．００）で一括処理を実現しました。 

   以下に処理を説明します。 

   説明に使うデータはＣｒｅａｔｅデータです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



複合材料のプロファイルをＣｒｅａｔｅ 

 

Ａｌｕｍｉｎｕｍ ２に対しＣｏｐｅｒを５０、バックグランドを含むプロファイル 

 

このＡｌｕｍｉｎｕｍの極点測定を行うとします。 

 

 

 

 

 

 



Ａｌｕｍｉｎｕｍの極点測定 

 

 

 

 

 バックグランドがなぜか異常に低い値で測定されている。 

 極点図は、他成分の畳み込みが認められる場合があります。 

このバックグランドを削除結果 

 

 



ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２ソフトウエアでは各種バックグランド削除をサポートしています。 

 

 

 測定バックグランド bg1,bg2対し、 

 各α毎にβ方向の最小値(miniP)を用いる方法があります。 

 

バックグランドモードＭｉｎｉｍｕｍβを選択し 

 

極点図毎に、Minimum（β）Setします。 

 

 

 

 

 

 

 



しかし、この作業は煩雑なため、ＳｅｔＡｌｌを追加しました 

 

 

ＳｅｔＡｌｌでバックグランド除去を行うと 

 

内部規格化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通常のバックグランド除去で ODF解析のデータを作成 

 

 

ｒａｎｄｏｍ部部分が多いため、Ｒｐ％は低下する。 

 

 



最小値によるバックグランド除去で ODF解析データを作成 

 

 

ｒａｎｄｏｍが少ないのでＲｐ％は大きくなります。 

 

 



ＬａｂｏＴｅｘで解析比較 

バックグランド除去によるＯＤＦ解析 

 

 ｒａｎｄｏｍ成分が９０％含まれていて、方位が隠れてしまいます。 

    ＡＤＣ法では、ゴーストが少なく、最小の方位密度がｒａｎｄｏｍの指標になります。 

 

 

 

 

 



バックグランドをピークの最小値で削除 

 

  ｒａｎｄｏｍは検出されません 

 

 

 

 

 

 

 



ＯＤＦ図から方位密度の比較 

測定バックグランド除去   ｒａｎｄｏｍ 

 

 

測定バックグランド除去と最小値バックグランド除去比較 

 

 ｒａｎｄｏｍはゼロ 

 

 

 



ｒａｎｄｏｍ評価 

測定バックグランド除去 ９９％以上がｒａｎｄｏｍとして計算される。 

 

 

最小値をバックグランドとして計算 ｒａｎｄｏｍは含まれない 

 


